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Nasim tkolem v rdmci splnéni ptedmétu ,,Fyzika ve firmé,, bylo pojednani a komentar
k nékteré z prednasek, které jsme méli moznost si poslechnout a shlédnout v pribchu
uplynulého semestru, z fad nové se rozvijejicich ¢eskych firem pracujicich v odvétvi nejenom
fyzikalniho ale 1 faktického vyvoje novych modernich technologii (elektronova mikroskopie,
povlakovaci techniky nebo prace s materidly v jejich zakladnich nanostrukturach). Piedstavila
se nam tady celd Siroka paleta firem nejriznéjSich zaméteni a kazd4 z nich piinesla ve své
prezentaci spoustu novych pohledi na soucasny stav spojeni solidniho fyzikalniho védeckého
vyzkumu s podnikatelskou sférou.

A pravé tento zamér, proniknout vyznamné na trh jak Cesky tak i1 svétovy, se nejlépe
vydaftil bezpochyby spolecnosti Tescan a.s. se sidlem v Brné-Kohoutovicich. Historie této
firmy se zaméfenim na vyvoj a vyrobu piesnych elektronovych mikroskopt na kli¢ saha do
roku 1991, kdy se 5 zaméstnanct tehdejSiho brnénského zavodu firmy Tesla rozhodli zalozit
si vlastni spole¢nost, kde by se i naddle mohli vénovat svému zdméru vyrabét a prodavat
velice presné diagnostické piistroje na bazi elektronové mikroskopie pro Sirokou skalu
vyuZziti.

Vyluéné postaveni na ¢eském, evropském a postupem casu 1 svétovém ma firma Tescan
zejména v individualnim pfistupu ke kazdému jednotlivému zékaznikovi. Jednotlivé pfistroje
a jejich modifikace jsou §ité kaZzdému zajemci na miru od nabizeného typu pfistroje az ke
Siroké Skale dodatecného vybaveni a technickych tprav s ohledem na prostfedi a zdmér, se
kterym chce koncovy zdkaznik pftistroj uzivat. Kazdy prodany kus je tak v drtivé vétSing
original. Tyto nékdy velice specifické pozadavky jsou samoziejmé pro kazdou takovou firmu
velice zajimavou vyzvou stejné tak i nemalo finan¢né nakladnou zalezitosti, jelikoZz to
mnohdy pfinasi nutnost vyvoje novych technologii u téch nejnaro¢néjsich zakazniki. Firma
Tescan se vSak témto vyzvam jak vidno stavi velice hrd¢ Celem, coz po letech existence
pfinasi nebyvalé ovoce, nebot’ diky témto zkuSenostem a pfibyvajicim patentim maji nyni
dominantnéjsi a pevnéjsi postaveni na trhu.

Dalsi chvalyhodnou strategii firmy je snaha neorientovat se pouze na vyrobu a vyvoj
samotnych mikroskopovych pfistroji jako celku, ale snazit se vyvijet i1 jednotlivé
komponenty, které by mohli najit uplatnéni v oborech jinych. Pfikladem miiZze byt naptiklad
spoluprace s kanadskou elektroinzenyrskou firmou, ktera si objednala pfidavny systém
odprasovani Castic ze vzorku pomoci iontového svazku pro zjiStovani vyrobnich vad
integrovanych obvodi.

Tento relativné novy systém odpraSovani vnéjSich vrstev vzorku iontovym svazkem
pouze metody TEM (transmisni elektronova mikroskopie) — diagnostika elektronii po
prachodu latkou (vhodné pro prihledné bunécné materidly) a SEM (skenovaci elektronovy
mikroskop) — diagnostika elektronti odrazenych nebo vypuzenych z povrchu vzorku. Paprsek
elektront v nich pouzivany vsak nijak vazné neposkozuji ndmi zkoumany vzorek, v ¢emz se



skryva jedna z hlavnich principidlnich odliSnosti oproti iontovém svazku, ktery se k tomu
elektronovému v poslednich letech ptidava. Iontovy svazek plni tlohu velice jemného a
precizniho noze ¢i rypadla, kterym je mozno vypalit do vzorku prohlubné a diry téméf
jakychkoliv tvari nebo si pomoci né¢ho vyrobit tenkou pomocnou lamelu pro dalsi uziti. To
vSe v rozmérech desitek az stovek nanometri. Hlavnim cilem vyvoje tohoto nadstavbového
zafizeni je potifeba prozkoumat nékteré latky a vzorky do vétSich hloubek nez je pouze
n¢kolikati-nanometrova povrchova vrstva, pro kterou ndm postacuji schopnosti svazku
elektrond.

Samotnd pfednaska, kterou si pro nés nachystal pan Zadrazil, feditel brnénského oddéleni
firmy Tescan, byla nesmirné zajimavéa a poutava. Ze vSech predndsek, které jsme méli za
semestr moznost shlédnout, se mi zdala bez piemysleni nejpovedenéjsi a nejatraktivnéji
zpracovana tak 1 podana. Oproti nékterym jinym prezentacim se oprostila od strohosti a uz po
10 minutach nudného vycétu vSech rtiznych vyrobki a sluzeb, které firma nabizi a vyviji, jak
jsme tomu byli svédky u jinych prezentaci.

V uplném pocatku prezentace se povedlo panu Zadrazilovi mistrné si ziskat pozornost a
oblibu posluchact jednoduchou krimindlni scénkou s pomoci nékterych dobrovolnikti z fady
obecenstva, ktera zptsobila velice pratelskou a ptivétivou atmosféru, ktera se linula az po
posledniho podékovani a zavérecné diskuze. Takova scénka samoziejmé nebyla volena
nadhodou, ale se svézZi lehkosti oteviela prvni €ast prezentace vénované uzitim elektronové
mikroskopie v kriminalistice. Zacatek prezentace byl tedy zamétfena na forenzni aplikace a
uziti mikroskopickych zafizeni od rozboru residualnich ¢astic po vystielu ze stfelné zbrané,
analyzy biologickych vzorkli pochéazejicich z mista ¢inu (vlasy, kiize, nechty) az po analyzu
ruznych stop barev a lakl, které mohou byt dilezitym svédeckym materidlem k dopadeni a
usvédceni zlocince.

Aby se prezentace vyhnula zdlouhavému popisu vSech moznych aplikaci, ktery by po
chvili studenty ptestal bavit, zamé&fil se pan Zadrazil pouze na analyzu ¢aste¢ek vznikajicich
po vystielu ze stfelné zbrané, kterou popsal podrobné a opét i velice poutavé. Tato forenzni
metoda zvand Gunshot Residuum Analysis funguje tim zplisobem, Ze se nejdiive pomoci
lepivych kulatych ter¢ikli odebere nékolik vzorkl z textilu ¢i pokozky podezielé osoby. U
téchto tercicich, které nasledné vlozime do komory mikroskopu, chceme potvrdit nebo
vyvratit pritomnost charakteristickych castic, které se po vystielu ze zbrané rozprasi
v blizkém okoli zbrané. Charakteristickych svym chemickym slozenim, tvarem a strukturou.
Pokud tedy najdeme na terciku vhodné kandidaty na tyto ¢astice, mame ve vyzbroji piistroji
znacky Tescan vSe potrebné, abychom tyto charakteristické znaky residudlnich castic
rozpoznali. Pro analyzu chem. slozeni ndm poslouzi detektor RTG paprski, které vysilaji
rizné atomy povrchovych vrstev ¢astice, a pro analyzu struktury ¢astice vyuzijeme jiz jednou
opévovany iontovy svazek, ktery nam ptilku ¢astice odstrani a my mame pak mozZnost
nahlédnout i do vnitinich ¢asti.

Lepsi nazornosti vykladu pak napomahalo mnozstvi jednotlivych ¢asti mikroskopu, které
pan ZadraZil donesl z firmy s sebou. M¢li jsme tak moZznost na vlastni o¢i prozkoumat rtizné
druhy zdrojii elektronového svazku (termoemisni i autoemisni zdroje), Casti vyveév nebo
rovnou ¢asti nékterych ptidavnych zafizeni a detektort, které jsou na tamni mikroskopy
montovany podle piani a potfeb zdkaznika. V nékterych ptipadech se jednalo o litinové
vyrobky slozitych tvarl, vyrobeny s velkou piesnosti a to vSe v budové samotné firmy, coz



s mi velice zalibilo, Ze si firma Tescan troufla i na vyrobu vlastnich dild a nespoléhd na
dodavky od jinych subdodavatelti.

V dal$i zajimavé cCasti prezentace jsme se od kriminalistii a zloCincii pfenesli o nékolik
stovek vySkovych kilometrii vys, nebot’ byla zamiena na uziti elektronové mikroskopie
v ramci astrofyzikdlniho vyzkumu meziplanetarni latky a slune¢niho vétru. Americkd NASA
vypustila v roce 2001 sondu v ramci mise GENESIS, které do vesmirného prostoru dostala
velice jemné detektory castic. Tyto detektory nebo by bylo 1épe feceno sbérace zachytavali
v libracnim bod¢€ L1 mezi Zemi a Sluncem mimo dosah magnetického pole Zemég, ktery tento
vyzkum neumoziuje, béhem zhruba 2-3 let mnozstvi jemnych Céastecek slunecniho vétru.
V roce 2004 kdy se sonda vracela na Zemi tak uz jen malokdo pochyboval o GspéSnosti mise.
Opak byl vsak pravdou, protoze pfi pristavacim manévru selhala jedna z zivotn¢ dilezitych
soucastek a sondé¢ se tak neoteviel paddk. Ackoliv toho po ni moc nezlstalo, vrhli se védci do
analyzy n¢kolik na tak poskozenych ¢asti tercl pro zachytavani ¢astic, k cemuz byli vyuzity
prave rastrovaci elektronové mikroskopy od firmy Tescan, ktera vyhrala vybérové fizeni na
tento projekt. Za pomoci téchto pfistroji se tak povedlo z téméf netispéSné mise vytdhnout
velka fada cennych védeckych informaci a pfineslo to i nemalo hodnotnych zkuSenosti pro
firmu Tescan.

V ramci prezentace jsme samoziejmé vyslechli i velice obsazné pasadze o charakteristice
elektronovych mikroskopit jako takovych. O hlavnich rozdilech a vyhodach oproti
mikroskopiim optickym, o rOznych druzich el. mikroskopl, o stavbé mikroskopu a
jednotlivych ¢astech a nakonec i o bohaté fad¢ jiz zkompletovanych vyrobkii nabizenych
firmou Tescan.

Cela prezentace byla pojata velice zabavnou a otevienou formou, pfesné tak jak by méla
prezentace firmy, kterd si chce do budoucna ziskat cerstvou mladou krev do svych fad,
vypadat. Nechtél bych pfimo tvrdit, Zze by snad byly pfednasky ostatnich firem, které¢ jsme
meli moznost béhem semestru shlédnout, vylozené Spatné, naopak nckteré byly taky velice
zajimavé, ale latku, kterou pan Zadrazil a firma Tescan nastavili nikdo v zddném ptipadé
nepiekonal. Vedle rétorickych kvalit pana Zadrazila bych chtél zejména taky vyzdvihnout
grafické a stylistické zvladnuti prezentace, ktera plisobila velice zivé a poutavé na kazdém
slajdu, ptesné tak, jak by méla prezentace moderni a svétové firmy vypadat. Tato zkuSenost
jednak s prezentaci a vibec celou firmou Tescan jen doklddda moje minéni o tom, Ze v této
firmé pracuje velka spousta nadSenych a velice kreativnich pracovnikd, ktefi si uvédomuji, ze
pokud se cht&ji nejen dostat ale i udrzet na evropském i svétovém trhu v oboru té€chto
technologii musi myslet pifedev§im i1 na svou reklamu a sebeprezentovani. Pro vybér
prezentace pro esej do Skolniho predmétu tak i pro vybér firmy se, kterou bych chtél jako
firma spolupracovat si piece stejné nakonec vyberu tu, kterd je mi nejsympati¢téjsi a u které
citim, Ze jeji pracovniky jejich prace opravdu bavi a délaji ji zodpoveédné.
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